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Ogtoszenie dodatkowych
informaciji, informacje o
niekompletnej procedurze lub

sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdanska Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
znany)
Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12,
Miejscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-233 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Politechnika Gdarska, Biuro Tel.:
Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki
Gdanskiej, AL. Zwyciestwa 27, 80-219 Gdarisk
Osoba do kontaktéw: Jakub Pogorzelski
E-mail: jakpogor@pg.gda.pl Faks: +48 583472913
Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)
Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://www.pg.gda.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)
Dostep elektroniczny do informacji: (URL)
Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)
I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:
Dostawa mikroskopu konfokalnego w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i instalacja mikroskopu konfokalnego zwanego dalej ,mikroskopem”
oraz udzielenie licencji na oprogramowanie. Wszystkie elementy zestawu majg by¢ fabrycznie nowe, wolne od
wszelkich wad i nie moga by¢ przedmiotem praw 0s6b trzecich.

Pomiarowy konfokalny mikroskop badawczy

M(?iliwoég obrazowania w trybie konfokalnym, jasnego pola, kontrastu interferencyjnego (DIC) oraz prostej
polaryzaciji

MOi“)\/NOéC obserwacji prébki o wysokosci do 100mm,

Obiektywy (powiekszenie / WD — minimalna odlegtos¢ robocza, NA — minimalna apertura numeryczna):

» Semi Plan Apochromatyczny 2,5x/ WD=10,5mm/ NA=0,08,

« Semi Plan Apochromatyczny 5x/ WD=20mm/ NA=0,15,

» Semi Plan Apochromatyczny 10x/ WD=11mm/ NA=0,30,

 Plan Apochromatyczny 20x/ WD=1,0mm/ NA=0,60 (dedykowany dla A lasera),

 Plan Apochromatyczny 50x/ WD=0,35mm/ NA=0,95 (dedykowany dla A lasera),

* Plan Apochromatyczny 100x/ WD=0,35mm/ NA=0,95 (dedykowany dla A lasera)

Co najmniej 6-pozycyjny, zmotoryzowany uchwyt rewolwerowy,

Wkiadka do obserwaciji | zbierania obrazu w trybie kontrastu Nomarskiego zintegrowana z polaryzatorem,
Zoom optyczny co najmniej 8x,

Rozdzielczo$¢ w osi Z: nie gorsza niz 10nm,

Rozdzielczo$¢ w osi XY: nie gorsza niz 120nm,

Doktadnos$¢ pomiaréw nie gorsza niz. 1nm,

Rozdzielczos¢ chropowatosci nie gorsza niz 400nm,

Rozdzielczo$¢ obrazu mikroskopowego co najmniej 4000x4000 pikseli,

Odswiezanie obrazu dla trybu CCD co najmniej 25fps,

Odswiezanie obrazu dla trybu konfokalnego co najmniej 15fps,

Oswietlacz mikroskopowy LED, Biata dioda o dtugosci fali 400-700nm i mocy co najmniej 30mW,

Dlugosc fali lasera skanujgcego w zakresie 390-420nm,

Maksymalna moc lasera nie mniejsza 120mW,

Ptynna regulacja mocy lasera,

Tor optyczny z zainstalowanymi co najmnie%dwoma fotopowielaczami oraz dwoma szczelinami typu pin-hole
o zmiennej srednicy. Podwojny zestaw pin-hole plus fotopowielacz umozliwia rozszerzenie dynamiki i czutosci
skanujgcego toru konfokalnego.

Stolik mikroskopowy z przesuwem piezoelektrycznym,

Zakres ruchu obiektywow podczas skanowania nie mniejsza 10mm (w osi Z),

Zakres ruchu stolika w osiach XY co najmniej 100mm,

Skanowanie ptaszczyzn nachylonych pod katem do 85 stopni,

Mozliwos¢ sktadania do 500 obrazdw,

Wbudowany pasywny system antywibracyjny,

Dedykowany aktywny stét antywibracyjny wraz z biurkiem,
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Stolik grze'ng wraz z kontrolerem umozliwiajgcy ogrzewanie probki od temperatury otoczenia do
1000stC_[lub]__1200stC, szybkos¢ grzania co najmniej 150stC/min, Srednica probki: co najmniej
17mm__Tlub] __10mm. Dodatkowy zestaw trzech obiektywow dtugodystansowych klasy conajniej plan-
fluoryotowej o minimalnych parametrach: powiekszeniu/aperturze numerycznej/odlegtosci roboczej:
20x/0,4/12mm; 50x/0,5/10,6mm; 100x/0,8/3,4mm (obiektyw 100x wraz z zewnetrznym systemem chiodzacym).
Stacja robocza o parametrach nie gorszych niz:

- dysk twardy 1,5 TB,

- procesor 3GHz,

- 4GB RAM,

- mysz, klawiatura,

Oprogramowanie:

- Wizualizacje powierzchni prébki w 2D i 3D,

- Skanowanie w trybie catkowicie automatycznym i manualnym,

- Tworzenie topografii powierzchni na komputerze w réznych trybach: kolorowy 2D i 3D, kolorowa mapa
wysokosci 2D i 3D, intensywnosc¢ 2D i 3D,

- Pomiar odlegtosci (odlegtos¢ pomiedzy dwoma punktami) w ptaszczyznie XY i pomiar odlegtosci / wysokosci
(odlegto$¢ pomiedzy dwoma punktami na powierzchni 3D w 0si Z),

- Pomiar¥] gegmetryczne (krag, prostokat, kwadrat i inne ksztalty geometryczne i katy) w ptaszczyznie XY i na
powierzchni 3D,

- Pomiary chropowatosci zgodny ze standardami ISO,

- Mozliwos¢ uzyskania statystycznych danzch pomiarowych,

- Pomiary grubosci warstw przezroczystych lub potprzezroczystych od 800 nm,

- Analiza czastek (powierzchnia, objetos¢, punkt ciezkosci, etc. dla kazdej poszczegolnej czgsteczki; catkowita
ilos¢ wszystkich czgsteczek, catkowita powierzchnia i stosunki powierzchni),

- Detekcji krawedzi obiektu, pomiary struktur periodycznych,

- :IS\/Iozliwoéé tworzenia raportu pomiarowego zawierajgcego dane pomiarowe i obrazy topografii powierzchni 2D
i 3D,

- Eksport wynikéw pomiarowych w formacie csv, sdf oraz programéw CAD,

- Eksport obrazéw mikroskopowych w formatach: bmp, JPG, TIFF,

Minimalna gwarantowana przez producenta powtarzalno$¢ pomiaréw XY dla obiektywow:

-20x:30=0.1 um,

-50x : 30 =0.04 um,

-100x : 30 = 0.02 pm.

Minimalna gwarantowana przez producenta powtarzalno$¢ pomiardw Z dla obiektywow:

-20x: 0 =0.04 pum,

-50x:0=0.012 pm,

-100x : 0 =0.012 pm.

Gwarancja: 12 miesigce

Dostawa w terminie: do 12 tygodni.

Parametry kluczowe zaznaczono powtdrnie ponizej:

Mozliwos¢ obserwacji prébki o wysokosci do 100mm,

Rozdzielczo$¢ w osi XY: nie gorsza niz 120nm,

Rozdzielczo$¢ obrazu mikroskopowego co najmniej 4000x4000 pikseli,

Maksymalna moc lasera skanujgcego nie mniejsza 120mWw,

Tor optyczny z zainstalowanymi co najmniej dwoma fotopowielaczami oraz dwoma szczelinami typu pin-hole
0 zmiennej srednicy. Podwojny zestaw pin-hole plus fotopowielacz umozliwia rozszerzenie dynamiki I czutosci
skanujgcego toru konfokalnego.
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Skanowanie ptaszczyzn nachylonych pod katem do 85 stopni,

Mozliwos¢ sktadania do 500 obrazow,

Stolik grze'ng wraz z kontrolerem umozliwiajgcy ogrzewanie prébki od temperatury otoczenia do
1000stC_[lub]__1200stC, szybkos¢ grzania co najmniej 150stC/min, Srednica prébki: co najmniej
17mm__Tlub] _10mm. Dodatkowy zestaw trzech obiektywow dtugodystansowych klasy conajniej plan-
fluoryotowej o minimalnych parametrach: powiekszeniu/aperturze numerycznej/odlegtosci roboczej:
20x/0,4/12mm; 50x/0,5/10,6mm; 100x/0,8/3,4mm (obiektyw 100x wraz z zewnetrznym systemem chtodzgacym).
Minimalna gwarantowana przez producenta powtarzalnos¢ pomiaréw XY dla obiektywow:

-20x:30=0.1 um,

-50x : 30 = 0.04 um,

-100x : 30 = 0.02 pm.

Minimalna gwarantowana przez producenta powtarzalno$¢ pomiaréw Z dla obiektywow:

-20x: 0 =0.04 pum,

-50x:0=0.012 pum,

- 100x : 0 =0.012 pm.

Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga aby oferowany mikroskop posiadat wszystkie funkcje, wtasciwos$ci oraz
parametry opisane w pkt 1.

2. Licencja na oprogramowanie niezbedne do prawidtowej obstugi mikroskopu byta udzielona na warunkach
wskazanych przez Wykonawce z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy wymaga aby obejmowata prawo do
korzystania przez czas nieokreslony, oraz byta nieograniczona terytorialnie. Dodatkowe wymagania zawarte sg
w 8 5 wzoru umowy bedacym zatgcznikiem nr 5 do SIWZ. Warunki licencji opisane przez Wykonawce zawarte
w ofercie bedg zatgcznikiem do umowy zawartej z Wykonawca na zrealizowanie przedmiotowej dostawy.

3. Dostawa ma odbyc¢ sie w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiajacego w Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej, G. Narutowicza 11/12 wraz z instalacjg i szkoleniem instruktazowym (dla minimum
trzech pracownikéw Zamawiajacego).

4. Warunki dostawy:

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia pracownika Zamawiajgcego wskazanego w
umowie — zatgcznik nr 5 do SIWZ na minimum 7 dni przed planowang dostawa, w przeciwnym wypadku
Zamawiajgcy edzie uprawniorQI do odmowy przygeua dostawy.

W przypadku gdyby dostawa odbyta sie za posrednictwem osob trzecich np. firmy kurierskiej

a instalacja i szkolenie miataby rozpoczac sie w innym terminie Zamawiajacy bezwzglednie wymaga aby
przedmiotowe czynnosci odbyty sie nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia dostawy. Po przekroczeniu
terminow: realizacji zamowienia, instalacji lub szkolenia ,Cena wskazana w umowie” zostanie pomniejszona o
kary umowne, ktére zawarte sg we wzorze umowy bedgcym zatgcznikiem nr 5 do SIWZ.

Dostawa zostanie uznana za zrealizowang w momencie podpisania protokotu odbioru bez zastrzezen przez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci dostarczanego mikroskopu Zamawiajgcy odmowi odbioru.

W przypadku zaistnienia wyzej W{mienionej sytuacji naliczona zostanie kara umowna — szczeg6towe informacje
dotyczace warunkdéw odbioru i szkolenia zawarte sg we wzorze umowy bedgcym zatgcznikiem nr 5 do SIWZ.
5. Wykonawca zapewnia minimum 12 miesieczng gwarancje — szczeg6towe informacje zawarte sg w zalgczniku
nr 5 do SIWZ- wzorze umowy.

6. Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czeSciowych.

7. Kod CPV:

38 00 00 00 Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjgtkiem szklanego)

80 51 00 00-2 Ustugi szkolenia specjalistycznego.

48 00 00 00-0 Pakiety oprogramowanie i systemy informatyczne.

11.1.3) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
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Stownik gtéwny

Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)

Gtéwny przedmiot 38000000
Dodatkowe przedmioty 80510000
48000000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Zp/355/050/D/12

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_JakubPogorzelski

Dane referencyjne ogtoszenia: 2012-134699 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszeniaw Dz.U.: 2012/S 190-312392 z dnia: 03/10/2012 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
28/09/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

X Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniany tekst;

VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduja sie Zamiast: Powinno byé¢:
zmieniane daty: 08/11/2012 Godzina: 11:30 12/11/2012 Godzina: 11:30
IV.3.3) Warunki otrzymania (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

specyfikacji, dokumentow
dodatkowych lub dokumentu
opisowego oraz IV.3.4) Termin
sktadania ofert lub wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

Miejsce, w ktdrym znajdujag sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniane daty: 08/11/2012 Godzina: 12:00 12/11/2012 Godzina: 12:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (dd/mmyrrrr) (dd/mmrrrr)

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktore nalezy poprawié

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktérym nalezy dodacd tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:
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VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
05/11/2012 (dd/mm/rrrr) - 1D:2012-152377
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